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Anwendungsbeispiel: Braunkohleasche

eDie Aufbereitungs- und Recycling-Industrie sieht sich in zunehmendem MalSe
Die Schwankungsbreite der interessierenden Komponenten . . . . ELBRUS XRF
fir dieses Material bewegt sich in folgenden Bereichen: mit der Herausforderung konfrontiert, den Durchsatz und die Ausbeute in
50, 20bis Produktionsprozessen durch einen hohen Grad an Automatisierung zu
CaO 24 bis 43%
Fe,0, 4 bis 10% steigern.
Al,O; 10 bis 18% ) . . . . N
SO, 4bis11% eDamit verbunden ist die Forderung nach hoch-innovativer und fur
Messergebnisse

MgO | 2,3 Ma.-%
Al203 | 14,6 Ma.-%
Si02 | 29,5 Ma.-%
SO, 7,1 Ma.-%
CaO 30,1 Ma.-%
Fe,0; | 9,2 Ma.-%
Tio, (0,99 Ma.-%
K,O 0,62 Ma.-%
Na,0 |<0.21 | Ma.-%

Produktionsprozesse robuster und zuverlassiger Messtechnik zur
Prozessregelung.

eDie Geschwindigkeit der Datenerfassung und -verarbeitung durch

prozessnahe Sensoren ist entscheidend fur die Ruckfuhrbarkeit und damit
der Schlissel fur eine hohe Ausbeute.
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o Anwendungsbeispiel: Klarschlammasche
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von e | ELBRUS.rapid ELBRUS.standard Compact.mono
Klarschlammasche zur Verwendung in der i
Anwendungsbeispiel: Herstellung von Diingemitteln: i E —
Feinstaub e Phosphorgehalt (Aussage tiber die Giite des i ....... E = 4 unterschiedliche Typen von XRF-Messkopfen fur
Bestimmung der chemischen Dingemittels) ( E unterschiedlichste Anwendungen
7 Fei e Schadstoffgehalt (Erflillung entsprechender - _ , :
L{sammgnsetzung vo.n einstaub Richtlinien) § e = i = ELBRUS.rapid mit Rontgenoptik flr kiirzeste Messzeiten im
mit der Zielsetzung, die gegebene E o XN . Millisekunden-Bereich
Umweltbelastung besser : f SRR isekuhden-berelc
bewerten zu konnen. é ; b NS i N = ELBRUS.standard mit Rontgenoptik fliir Messaufgaben bei denen
CHiE L X S ' el D I s e i N[ e — eine hohe ortliche Auflosung gefordert ist
N : 2 200 ]
% = R L = Compact.mono: robuster Messkopf mit Wasserkihlung fur
i\“““i”m)w’” industrielle Anwendungen unter extremen Einsatzbedingungen
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Compact.duo: Messkopf mit zwei unterschiedlichen

Rontgenrdhren fur eine optimale Anregung lGber einen grolden
spektralen Bereich

. . ELBRUS.standard
: —filter4 MeSSkOPf

5,000 !Izer . - U=30kV 1=400 pA
8508  — K. Wb e

Messzeit — 10s

Quar,
A 000

1K Messkopf

Quelle - Rh: U =35kV 0 0
| =350 pA
M it 60 ] ] 1} 100 200 300 400 L
esszeit 60s [ U N [ I O M I il annloncs
: 20000 T Institute
1 : for Scientific i
18000 -y ‘ ~ : Instruments { 1
16,000 - ; 1 : ; . ; : : : : 1 4 ' ‘ . “a
' i : 1 ) : : p 1 | I 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 ___:_ g —! .' | l
14,000 - - N - [ ! : ' ' ! |
12,000 1 - -t --- N T EE SERERE SRS 3 @ 1
1 0 0 T R R e i : o ] i ; S :
-------------------------------- 1o om 1 1 1 : : : ': v :‘h B i T o v - A : N o gy X P Wﬁ;
oo b N = ¢ - N |

Anwendungsbeispiel:
Glas- und Schrottsortierung

Sortierung von unterschiedlichen Glas- und
Metallschrott zur spateren Wiederverwertung

Die Erkennung erfolgt durch die Detektion der
chemischen Zusammensetzung.
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_— [l e SR mit groBem Umfang an = Verschiedene Anwendungen bereits realisiert, u.a. in der
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e s I T B A A R eSteuerung Anregungs- und Messparameter = Multipler Einsatz in individuellen Prozessumgebungen moglich:
e eMonitoring des Messsystems
,,,,,,,, USSR NN SRR S U O T UL YO Y - YO - eUnterschiedliche Kalibrierungsmodelle offline inline in-situ
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e i b e e o g b eSteuerung von Peripheriegeraten (Scanner 0.3a.)
e O [ = = ~—#| eEinbindung in die Prozessregelung Gber
e e e : definierte Schnittstellen
. Sl L eRemote-Control via TCP/IP
eUnterschiedliche Benutzerebenen




